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1- INTRODUGAO E OBJETIVOS

2- RESULTADOS

Atualmente a quantidade de aplicativos para as atividades do cotidiano € = el Atualmente, o aplicativo consiste em trés opcdes para
enorme. Devido a seu acesso rapido e comodo as informacodes, é atraente para diferentes técnicas de analise. A primeira e segunda opcdo
0 ramo de analise de materiais. Estamos em um ciclo, do mesmo modo que a LR e podem ser utilizadas tanto pela técnica MEIS quanto pela
tecnologia avanca, precisamos de mais facilidade nas analises dos dados para técnica de RBS, por serem similares nos processos Seus
conseguir maior evolugao e melhor aproveitamento de nosso tempo fisicos. A terceira, € uma opcao para informacdes referentes a
experimental. Com isso, a criagao de um aplicativo que facilite a obtencao de técnica de PIXE, ainda em desenvolvimento (Figura 7).
informacoes necessarias no dia a dia experimental € interessante. Durante a sessdo experimental, os dados agora

disponibilizados no aplicativo, eram antes vistos em tabelas e

P | ‘o q Atomo alvo - Projeti livros e acabavam por influenciar no decorrer do experimento.
or h exerr;p O,d a echica —— de vy Ey ™2 Ter 0 acesso rapido a essas informagoes pode tornar o tempo
T ) Vo, E ;e . .
espalhamento de lons a energlasy/—-—<__ f_o. de analise mais produtivo.
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As entradas dinamicas permitem que o usuario consiga ver as
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informacgdes referentes as mais variadas configuracbes de

Figura 5. Homepage do KiCS.

andlise de ions retroespalhados em experimento, ver Figura 6.
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Figura 2. Equipamento para o experimento de MEIS ; ; I Como o aplicativo é voltado para a comunidade cientifica, as futuras
do Laboratdrio de Implantag&o I6nica da UFRGS[Foto ok &_J_MJ__‘ . ~ ~ . . . s
tirada pelo autor]. 1500 2000 implementagdes serao voltadas as necessidades dos integrantes do Laboratorio de
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A secdo de choque de espalhamento nergy [ke Irr?plantag’ao |6nica. A:dlgao de mfoﬂrmag;oes r?ferentes a outras técnicas que utlllzaﬂm
Figura 3. A posicao dos picos no espectro s&o feixe de ions e opcado de correcao na secao de choque de espalhamento serao

também tem sSua importénCia durante as determinadas pelo fator cinematico [5]..
sessOes de experimento, informando
nocOes de probabilidades de colisao e

feitas. Ainda €& necessario realizar corregcao de alguns bugs que acabam nao
permitindo o app funcionar em alguns celulares. O aplicativo sera divulgado
portugués brasileiro e inglés.
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as unicas informacdes necessarias no REFERENCIAS
dia de medida, ainda € preciso saber,
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por exemplo, como 0 ion incidente esta L.
perdendo energia na amostra (Figura 4). G e G
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durante o experimento, como a técnica
de PIXE (Emissao de raio x
caracteristico induzido por particulas) e

4] https://developer.android.com/studio.
5] https://www.ifj.edu.pl/dept/no5/nz53/RBS.htm.
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